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第 2 章では， VLSI 生産システムのファイナルテスト工程について概説している。まず，対象としているワンチッ
フ。マイクロコンビュータについて説明し， このファイナルテスト工程の流れ，および各ステージの処理について述べ
ている。








第 5 章では， 6 種のロット処理優先規則を提案している。提案するロット処理優先規則は， 1"ジグ交換低減化規則j，
「装置群の待ち行列でのロットの待ち時間を考慮したジグ交換低減化規則j， 1"ファイナルテスト工程でのロットの滞
留時間を考慮したジグ交換低減化規則j， 1"使用中の装置を考慮したジグ交換低減化規則j， 1"ロット重み付け規則j ，
および「使用中の装置を考慮したロット重み付け規則」である o 次に，第 3 章および第 4 章に述べたファイナルテス

















(3) 使用中の装置を考慮したロット重み付け規則 (WR と略記する)など 6 種類のロット処理優先規則を提案し，
これらの規則をファイナルテスト工程に適用し評価することにより， WRを用いると先入れ先出し規則
(FIFO) に比べて，処理量が約 2 倍，平均処理時間が約30倍，チップ当たりコストが約 2 倍改善されることを
明らかにしている。
(4) ロット処理優先規則として WR を用い，ロット処理・搬送の単位として装置のパッチサイズを用いるテスト
ロジスティックスにより， 50%程度までの特急ロット含有率に対しても，また 1 --25枚にわたる 300mm ウェー
ハ枚数の変化に相当する広範なロットサイズの変化に対しても，高いテスト効率と低いチッフ。当たりコストを
維持できることを明らかにしているo
以上のように，本論文は VLSI 生産ファイナルテスト工程のシミュレーションによる評価に関して多くの新しい知
見を含んでおり，情報システム工学の発展に寄与するところが大きい。よって本論文は，博士論文として価値あるも
のとる忍める。
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